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負ミュオン原子核捕獲反応によって放出される荷電粒子エネルギースペクトルの取得に向け、荷電粒子計測

システムの開発を行なっている。本計測システムでは荷電粒子の粒子識別手法として、nTD-Si検出器を用い

た波形解析法、Si検出器と CsIシンチレータを用いたΔE-E法を使用する。 
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近年、半導体デバイスの省電力化・微細化に伴い、ミュオン誘起ソフトエラーが注目されている。正負ミ

ュオンの内、負ミュオンは半導体デバイスの構成原子核と原子核捕獲反応を起こし、軽荷電粒子及び反跳核

を生成する。これらの荷電粒子が副次的にソフトエラーを引き起こすため、負ミュオンは正ミュオンよりも

ソフトエラー発生率が大きくなることが報告されている[1]。ミュオンソフトエラー発生率の高精度評価のた

めにはこれら荷電粒子のエネルギースペクトルの取得を行う必要がある。本測定遂行のため、我々は荷電粒

子計測システムの開発を行なっている。荷電粒子識別手法として、低エネルギー荷電粒子には nTD-Si検出器

を使用した波形解析法[2]、高エネルギー荷電粒子には Si 検出器と CsI シンチレータを使用したΔE-E 法を用

いる。 

nTD-Si検出器を使用した波形解析法による粒子識別精度検証を目的とする実験を九州大学加速器・ビーム

応用科学センターにて実施した。タンデム加速器で加速された 24 MeVの 7Liビームをアルミニウム箔に照射

し、核反応によって生成された水素イオンとアルファ粒子の電荷信号を取得した。電荷信号のうち、nTD-Si

検出器内での荷電粒子のエネルギー損失と電荷信号の微分から計算した最大電流量を特徴量として抽出し、

波形解析法による粒子識別を行った。その結果、2 MeV以上のエネルギー帯で波形解析法による軽荷電粒子

の識別が可能であることを確認した。しかし、nTD-Si検出器への荷電粒子の入射角度・入射位置の違いによ

って電荷信号波形が変化し、粒子識別精度が悪化しうることがわかった。入射位置・入射角度を変えた測定

を行ったデータから粒子識別精度に与える影響を評価し、負ミュオン原子核捕獲反応測定実験の検出器セッ

トアップを決定する。本発表では、これまで実施した検出器テスト実験の結果を報告する。 
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